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Vysledné mechanické vlastnosti materigld jsou ovlivnové-
ny strukturou prostfednictvim pol{ mikronapétf a mikrodefor-
mac{. Jejich studium je proto vychodiskem k pozndnf{ mikrode-
formadnfch mechanismi, jimi% se utvd¥enf makroskopickych ma-
teridlovych charakteristik rifdf.

Po analyze prednostf a nevyhod fotogrammetrie pro dany
problém a po zhodnoceni fyzik&lnfch zdrojd zdfen{ pou%{vanych'
k potizovdn{ fotogrammetrickych snimkd byla vyvinuta na jejim
principu metoda pouZitelnd pro mérické ucely v oblasti mikro-
objemd /viz. tabulka/.

Fotogrammetrie Zdfen{

Svételné Elektronové Roentgenové
Topografickd ° - -
Netopografickd ° - (]
Mikroskopickd 0 0 -

® - pou?fvané modifikace, O - rozv{jené modifikace

ProtoZe velkd hloubka ostrosti optického systému rastro-
vacich elektronovych mikroskopld /Scanning electron microsco-
pes SEM/ umoZnuje po¥idit dostatedn& ostré a kontrastni{ snim-
ky mikroobjektd,. soustfedila se pozornost A.Boyde /1/ na pou-
2it{ SEM k porizenf{ dvojice stereofotogrammetrickych /SFGM/
snimkd mikroobjektd a stanoven{ jejich prostorovych rozmérd.
Stereofotogrammetrické snimky mikroobjektu po¥izené v SEM
v8ak vykazujf zkresleni, spolivajic{i v elektronooptickém sys-
tému mikroskopu, které nelze odstranit, a proto se pouZitf
SFGM pfi rekonstukci tvaru a rozmérd mikroobjektd dosud p¥i-
1i$ nerozs$i¥ilo.

Podminky pro zobrazenf mikroobjektd se zjednodusf u ro-
vinnych obrazcd a p¥i urden{ zm&n jejich rozmérd, tj. defor-
maci zplisobenou d&inkem vné&jsfch sil, teplotou a pod. V t&dr
to pfipadech lze k porfzenf{ fotogrammetrickych snfmkd pouZft
i opticky mikroskop a mé&f¥eni provést metodou fotogrammetrie
s Casovou zdkladnou. Snimky, jeZ se porizujf ve sledu za se-
bou, se mus{ poffdit za stejnych podmfnek, tzn. p¥i stejné
vzdjemné orientaci a poloze vzorku a mikroskopu /deformace
se neuplatnuje/. Za predpokladu, ¥e se v kone&ném &asovém
intervalu zobrazovac{ vlastnosti mikroskopu nem&nf, je mo%-
né urit relativn{ zm&ny mikroobjektu nezdvisle na zpisobu
zobrazenf, tzn., i p¥i zkreslenf{ obrazu, /Obr.l/.

K vyhodnoceni{ deformac{ materidlovych struktur z mikro-
skopickych snimkd je pouZivédn stereokomparidtor ZEISS Steco-
meter. Princip ¢innosti p¥istroje spo&ivd ve vyvoldni umélé-
ho stereoskopického vjemu a ve visudlnf koincidenci identi-
fika¢nich bodd z obou snimkd, za néZ% mohou byt u?ity i povr-
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chové strukturnif defekty. Podle podminek, jeZ se m fotografic-
kych snimcich vlozenych do stereokomparétoru jevi pro koinci-
denci nejvhodnéjs{, Jsou mereny soufadnice x a y~ a paralaxy
p, a py. Souradnice x  a Yy vypolteme ze vztaht

X" = X - P s ¥ =¥ - P,
Pretvofenf se pak stanovi z hodnot paralax za pouZitf{ afinn{
transformace, /Obr.2/

X (N) = aﬁ{x;(N),

kde x; jsou soufadnice N bodd& na snimku nedeformovaného vzor-
ku a X, jsou soufadnice bodd na snimku deformovaného vzor-
ku. a;, jsou koeficienty afinnf{ transformace vypo&itané s
pou21tim standardnfho algoritmu /2/. S pouZitim zdkladnich
vztahl tecrie deformace se s pou21tim hodnot LI representu-
jicich v oblasti pokryté mnoZinou bodd N gradidint deformace,
vypoéitaji sloZky tenzord deformace a rotace

ej5 = 172 (aikakj - Bij) p Wiy S 1/2(2""13' T Ak T Sij)'

Pro vyuzit{ vysoké pfesnosti této metody i v mikroskopic-
ké fotogrammetrii je nezbytné pofizovat kvalitni{ fotogrammet-
rické snimky a nandSet umélé identifika&ni body o velké ost-
rosti a kontrastu na povrch zkuZebnfho vzorku. Sou&asnd 'iro-
ven techniky dovoluje splnit tyto poZadavky, &im¥ jsou vytvo-
feny podminky k méfeni{ deformac{ v mikrostruktu¥e materidld
a tim i k prohlouben{ poznatki o jejich deforma&nich mecha-
nismech, /3/.
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